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DENEY
PROSEDURLER

» Mikrodalgalar bir ¢ift delikte kirildik-

larinda yogunlugu nokta nokta yoénte-

miyle él¢iin.

« Farkh kinnimlar icin maksima pozis-
yonlarini belirleyin

« Delikler arasindaki mesafe bilindigin-

de dalga boyunu belirleyin.

« Yayllmis mikrodalgalarin polarizasyo-

nu inceleyin ve degistirin

ELEKTRIK / _
ELEKTROMANYETIK SALIMLAR VE DALGALAR

MiKRODALGALARI KULLANAN DALGA OPTIGI

AMAG

Mikrodalgalari kullanan karisim (enterferans), kiriima (difraksiyon) ve polarizasyon olgula-
rinin agiklanmasi ve incelenmesi

OZET

Mikrodalga kullanilarak karisim, kirllma ve polarizasyon tzerine bu olgulari gérindr 1sik igin
anlasiimasina yardimci olmak icin bircok deney yapmak mimkindur. Ciplak gézle gorilebilen
ve kolaylikla anlasilabilen bir yapiya ait olan kirinim nesneleri ve polarizasyon gridleri (1zgara)
kullanilabilir. Bir ¢ift delik tarafindan gerceklestirilen kirlma durumunda maksimum yogunluk
vericiden diz bir hat seklinde ilerleyen radyasyonun ulasamayacagi noktada tespit edilebilir.

GEREKLI CIHAZLAR

Miktar Cihazlar Uriin no.

1 Mikrodalga Seti 9.4 GHz (230 V, 50/60 Hz) 1009951 veya

Mikrodalga Seti 9.4 GHz (115 V, 50/60 Hz) 1009950
1 Analog Multimetre AM50 1003073
1 Bir ¢ift Deney Glvenlik Kablosu, 75 cm, mavi, kirmizi 1017718

TEMEL ILKELER

Dalga optiginde i1sik enine elektromanyetik dalgalardan olusur. Bu
da karisim, kirllima ve polarizasyon olgularini acgiklar. Mikrodalgalara
da elektromanyetik dalgalardir ve ayni olgulari sergilerler. Fakat
mikrodalgalarin dalga uzunluklari gériiniir dalgalarin uzunluklarindan
cok daha biiytiktiir. Sonu¢ olarak dalga optigi deneyleri farkli kirinim
objeleri ve polarizasyon i1zgaralariyla mikrodalgalar kullanilarak ger-
ceklestirilebilir. Bunlarin icyapilan ¢iplak gézle gézlemlenebilir.

Bu deney belli santrimetre uzunlugunda d mesafesiyle ayriimis bir cift
delikteki mikrodalgalarin dalga uzunlugunun A kirinimini inceler. Bir Gift
delik tarafindan gergeklestirilen kirnim icin karakteristik yogunluk
dagiimini (Sekil 1) a,,, agisindaki maksimayla olgiin:

>

(1) sinocm:m<f, m=0,£1,%£2,..

Q

Maksimum yogunluk detektor deliklerin arasindaki merkez cubugun
tam arkasina, vericiden diiz bir hat boyunca hareket eden radyasyo-
nun bulunmadigi yere yerlestirildiginde (o = 0, m = 0) acik bir sekilde
gozlemlenebilir. Bu durum iki delikten ¢ikan kismi dalga demeti arasin-
daki karisimin sonucu olarak acgiklanabilir ve mikrodalgalarin dalga
yapllari (dogalar) i¢in agik bir kanittir.

Detektoru kaynak yoniinde dondirerek yayilan dalgalarin lineer polari-
zasyonu igin acik bir kaynak elde edilebilir. Vericinin diizlemi ve detek-
tor 90° acida olduklarinda gézlemlenen yogunluk sifira diiser. Eger bir
polarizasyon 1zgarasi dalga demetine biri digerine 45° acglyla duracak
sekilde yerlestirildiginde detektor yine radyasyonu algilar fakat bu algi-
lama 6ncekinden daha kiclk olur. Izgara polarizasyon 1zgarasina
paralel bir sekilde titresim yapan gelen mikrodalgalarinin elektrik alani
vektoriintin bilesenini iletir. Bu yolla detektériin diizlemine paralel ola-
rak titresim yapan bilesen dl¢llebilir.

T

ikrodalgalarin sogrulmasi, yansimasi, kirilimasi ve polarizasyonu lze-
rine yapilan deneyler ayni ekipmanlar kullanilarak gerceklestirilebilir.
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DEGERLENDIRME

Farkli yogunluk maksimalari i¢in kirnnim acilarini o, 6l¢tin ve kiri-
nimin karsisina m sina,, grafigi ¢izin. Deneysel 6l¢limler orijinden
cikan diiz dogru lzerindedir ve gradyani A/d oranina tekabdil eder.

-60°  -45° -30° -15° 0° 15° 30° 45° 60°

Sekil 1: Bir ¢ift delikte kirllan mikrodalgalardan kaynaklanan yogunluk
dagihmi

Sekil 2: Kinnimin m fonksiyonu olarak yogunluk maksimasinin pozis-
yonu



